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Определение оптических характеристик среды для рентгеновского излучения вблизи краев поглощения представляет важную фундаментальную задачу [1,2]. Усиление поля в волноводных структурах в условиях зеркального отражения (Рис.1)может не только увеличивает интенсивность выхода флуоресцентного, диффузного или дифракционного излучения из этого слоя [3,4], но и дает возможность уточнить оптические параметры слоев в структуре, поскольку формирование волноводного режима требует их прецезионного согласования.
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Рис. 1.Распределение поля по глубине в идеальной модели волноводной структуры Nb/YFe2/Nb. Соответствующие волноводные моды указаны (TE0,TE1,TE2).
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Рис. 2. Экспериментальные угловые кривые выхода флуоресценции для энергий фотонов вблизи L3-края иттрия.


Зеркальное отражение от образца Nb(4 нм)/YFe2(40 нм 〈110〉)/Fe(1.5 нм)/Nb(50 нм) исследовалось в работе [5]. Ультротонкие пленки YFe2 интересны особенностями их поведения в многослойных структурах DyFe2/YFe2, известных как динамические магнитные пружины [6]. Эпитаксиальная многослойная структура получена в Университете г. Нанси. Измерения рефлектометрических кривых для двух круговых поляризаций падающего излучения и выхода флуоресцентного излучения для набора энергий фотонов вблизи L2,3-краев иттрия (энергетические интервалы 2071 
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 2095 eV, и 2145 
[image: image4.wmf]¸

 2185 эВ) проводились на станции ID12 Европейского источника синхротронного излучения (ESRF – European synchrotron radiation facility) в Гренобле. На угловых зависимостях выхода флуоресцентного излучения неожиданно обнаружились специфические особенности (Рис. 2). Появление пичков при углах скольжения близких к критическому углу полного отражения мы объясняем формированием волноводного режима при этих углах, подобного представленному на Рис. 1.
С помощью программы FLUO [7] проведена пробная обработка одной из экспериментальных кривых для энергии фотонов E=2077 eV (Рис. 3). Полученный профиль изменения по глубине реальной и мнимой частей восприимчивости χ приведен на Рис. 4. Обработка всего массива данных в дальнейшем позволит уточнить спектральную зависимость рентгеновской восприимчивости пленки YFe2 в окрестности L3-края поглощения иттрия.
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Рис. 3. Подгонка экспериментальной кривой выхода флуоресцентного излучения для энергии фотонов E=2077 eV. 
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Рис. 4 Профиль изменения реальной (Re χ) и мнимой (Im χ) части восприимчивости по глубине для энергии фотонов E=2077eV, полученные при подгонке кривой флуоресцентного выхода (рис 4)
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